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DATOS DEL APRENDIZ

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

NUMERO DOCUMENTO

FECHA APLICACION Y ENTREGA
DE RESULTADOS:

DiA: MES: ANO:

PROGRAMA DE FORMACION:

Técnico en andlisis quimico de carbones y minerales

NOMBRE DEL PROYECTO
FORMATIVO Y CODIGO:

Implementacion de procesos estandarizados de caracterizacion de
carbones y minerales en el sector minero.

COMPETENCIA:

Valoracion de sustancias

RESULTADO(S) DE
APRENDIZAJE:

Analizar minerales segun equipo instrumental

FASE DEL PROYECTO
FORMATIVO:

Ejecucion

ACTIVIDAD DEL PROYECTO
FORMATIVO:

Caracterizar minerales

NOMBRE DEL INSTRUCTOR:

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO

EVIDENCIA:

Respuestas a preguntas sobre analisis instrumental de minerales

FORMULACION DE PREGUNTAS

A. Seleccione la respuesta correcta.

1. Técnica de analisis instrumental que proporcionainformacién detallada sobre la estructura
cristalina de cualquier solido cristalino, incluidos los minerales.

Difraccion de rayos X, DRX.
Microscopia Optica.

Poo o

Espectrofotometria de absorcion atomica, AAS.
Fluorescencia de rayos X, FRX.

Microscopia electronica de barrido, SEM.
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2. Laradiacion caracteristica que se utiliza para los analisis quimicos en los espectrémetros de
fluorescencia de rayos X es la:

Radiacion X terciaria.
Radiacion electromagnética.
Radiacién X primaria.
Radiacién X secundaria.
Radiacion foténica.

®oo0 o

3. El andlisis que permite detectar y determinar cuantitativamente la mayoria de los elementos
guimicos gracias a la medicién de la absorcion de energia a una longitud de onda particular es:

Difraccion de rayos X, DRX.
Espectrofotometria de absorcion atomica, AAS.
Microscopia 6ptica, OM.

Fluorescencia de rayos X, FRX.

Microscopia electrénica de barrido, SEM.

Pao oy

4. Lafuente de radiacion X primaria es:

El tubo de rayos X.

La lampara de absorcion atomica.
El horno de grafito.

El atomizador de llama.

El nebulizador.

Pao oy

5. Ladigestién 4cida de muestras minerales se realiza para:

Lavar muestras de roca

Preparar una solucién con metales para ser analizados por AAS.
Analizar la muestra en un equipo de difraccion de rayos x.
Preservar la muestra y almacenarla.

Eliminar impurezas de la muestra.

P20 o

B. Prueba de apareamiento.

6. Una, utilizando lineas, las imagenes con el nombre del dispositivo que se encuentra al lado derecho.
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Lampara de catodo hueco

Automuestreador

Tubo de rayos X

Camara de combustiéon

7. Indique si el enunciado es falso (F) o verdadero (V)

a. Enun atomo los electrones se sitian en los distintos niveles de energia, ocupando primero los de
mayor energia.

b. Lainteraccién de los rayos X con los atomos de un mineral produce un diagrama de difraccién, el cual
es caracteristico de dicho mineral.

c. Laslamparas de catodo hueco son dispositivos fundamentales de los equipos de fluorescencia de

rayos X.
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d. En un diagrama de difraccion de rayos X correspondiente a un mineral, cuanto mayor sea su
concentracién mayor serd la intensidad del pico que lo representa.
e. Un a&tomo en estado basal absorbe energia desde una fuente externa para pasar a un estado

energético de menor energia

8. Describa brevemente el proceso de tratamiento de muestras antes de pasar a cada uno de los analisis

instrumentales(DRX, FRX y
AAS):
JUICIO DE LA EVALUACION: CUMPLE O AUN NO CUMPLE O

IDENTIFICACION DE (LOS) CRITERIO (S) DE EVALUACION FALTANTE (S) -ANALISIS DEL INSTRUCTOR-

FIRMA DEL APRENDIZ

FIRMA DEL INSTRUCTOR




